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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月21日(2015.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被試験電気信号を受ける入力端子と、
　上記被試験電気信号をデジタル化するアナログ・デジタル・コンバータと、
　デジタル化した上記被試験電気信号からＩ（同相）及びＱ（直交）ベースバンド成分情
報を生成するデジタル・ダウン・コンバータと、
　上記Ｉ及びＱベースバンド成分情報を用いて１つ以上のＩＱベース時間領域トレースを
生成するトレース生成部と、
　１つ以上の上記ＩＱベース時間領域トレースの特性に対応する１つ以上の測定値を生成
する測定部とを具え、
　１つ以上の上記ＩＱベース時間領域トレースとして周波数対時間トレースを含み、上記
測定部は上記周波数対時間トレース中の周波数ホップの周波数を測定するように構成され
、これによって、上記被試験信号の１側面として、周波数変調ホップ・レートを決定する
ことを特徴とする試験測定装置。
【請求項２】
　上記ＩＱベース時間領域トレースとして、位相対時間トレース及び電力対時間トレース
の一方又は両方を更に含むことを特徴とする請求項１記載の試験測定装置。
【請求項３】
　上記入力端子を第１入力端子とし、第２信号を受ける第２入力端子を更に具え、
　上記測定部が上記第２信号と上記周波数対時間トレース間の遅延時間を測定することを
特徴とする請求項１記載の試験測定装置。
【請求項４】
　試験測定装置において、時間領域トレースを測定するための方法であって、
　上記試験測定装置の端子において被試験電気信号を受けるステップと、
　アナログ・デジタル・コンバータを用いて上記被試験電気信号をデジタル化するステッ
プと、
　デジタル化した上記被試験電気信号をダウン・コンバートしてＩ（同相）及びＱ（直交
）ベースバンド成分情報を生成するステップと、
　上記Ｉ及びＱベースバンド成分情報を用いて１つ以上のＩＱベース時間領域トレースを
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生成するステップと、
　１つ以上の上記ＩＱベース時間領域トレースの複数の測定値を自動的に生成するステッ
プとを具え、
　１つ以上の上記ＩＱベース時間領域トレースを生成するステップが、周波数対時間トレ
ースを生成するステップを含み、
　１つ以上の上記ＩＱベース時間領域トレースの複数の上記測定値を自動的に生成するス
テップが、
　　上記周波数対時間トレース中の周波数ホップの周波数を測定することによって、周波
数変調ホップ・レートを決定するステップと、
　　上記周波数変調ホップ・レートに対応する測定値を表示ユニット上に表示するステッ
プとを含む測定方法。
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